KUPNA ZMLUVA. ..............[2014

uzavreta v sulade s § 409 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik, v platnom zneni (dalej
len ,Zmluva”)

Cl1
Zmluvné strany
Ustav materidlov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Adresa organizdcie: Racianska 75, 831 02 Bratislava
Statutarny organ/étatutar: Ing. Karol IZdinsky, CSc.

ICo: =Wale X of o WNR——

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ctu (v tvare IBAN):
(dalej len , kupujici”)

1005 Bratislava

a
KVANT spol. s r.o.
Adresa organizacie: FMFt UK, Mlynska dolina, 842 48 Bratislava
Krajina: Slovensko
Zasttpena: RNDr. Ltubomir Mach, konatel
ICO:
DIC:
IC DPH: , , _
Bankové spojenie: . 2
Cislo aétu: ..
E-mail: kvant@kvant.sk
Tel.: 02 65411344
Fax: 02 65411353
Internetové adresa: www.kvant.sk

(dalej len , predavajdci”)
(kupujtci a preddvajuci dalej spoloéne ako ,,Zmluvné strany”)

¢l 1.
Uvodné ustanovenia

1. Zmluva je vysledkom verejnej sitaZe vyhlasenej kupujicim ako verejnym obstardvatefom v stilade
so zakonom €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplnen{ niektorych zdkonov, v
plathom zneni, na obstaranie nadlimitnej zakazky Pristrojové vybavenie laboratéria vyskumného

centra INOVAL pre Struktirnu analyzu a meranie vlastnosti materiélov.

2. Predmet zékazky je financovany z nendvratného financného prispevku poskytnutého verejnému
obstardvatelovi Ministerstvom $kolstva, vedy, vyskumu a 3portu Slovenskej republiky zastipenym
Agentlrou Ministerstva $kolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky pre Strukturalne fondy
EU (dalej ,Poskytovatel NFP“) polofky 1 — 3 su financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku ¢. 150/2011/2.2./0PVaV (dalej len ,Zmluva o NFP") pre projekt
»~Kompetenéné centrum pre aplikovany vyskum a vyvoj v oblasti lahkych kovov a kompozitov”; ITMS:
26220220154 (dalej tiez len ,Projekt”) a tiez z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela a



polozky 4 - 6 su financované na zékiade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku €.
009/2012/1.1/0PVaV (dalej len ,Zmluva o NFP") pre projekt ,Budovanie technickej infrastruktuiry
vyskumného centra SAV na vyskum fahkych kovov a kompozitov — INOVAL”; ITMS: 26210120014 a
tiez z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je dodanie pristrojového vybavenia laboratéria vyskumného centra
pozostavajuceho z nasledovnych zariadeni:

C.p. | Nazov Mnoistvo

mikroskop TESCAN VEGA 3 XMU s
prisiusenstvom

Rastrovaci elektrénovy EDX analyzdtor Oxfor Instruments X-
1| mikroskop 1ks max 50

zariadenie Q4 TASMAN od vyrobcu
Bruker-Elemental s prislusenstvom,
konfigurované podla poZiadaviek

2 Opticky emisny spektrometer 1ks zadania

Moduldrny mikroskopicky systém na
baze mikroskopu VHX-2000E
konfigurovany podla poZiadaviek
zadania od spoloénosti Keyence
dalej ohsahuje externu
mikroskopickt jednotku s

Pracovisko svetelnej prilsusenstvom kompletovany z
3 | mikroskopie 1ks komponentov v spolocnosti KVANT
XRF analyzator chemického zariadenie XEPOS 1l od spolocnosti
4| zloZenia 1ks SPECTRO
Analyzator obsahu kyslika, (8 Galileo ONH od spoloénosti
5| dusika a vodika 1ks Bruker-Elemental

Systém CS844 od spoloénosti LECO s
6 Analyzator obsahu uhlika a siry |1 ks prislusenstvom

vratane prisluSenstva a licencii za pouZivanie suvisiaceho softvéru, dopravy na miesto plnenia,
instalacie zariadeni a uvedenia do prevadzky, zaskolenia na nainStalovanych zariadeniach (na
uZivatelskej Grovni) zodpovednych oséb kupujliceho v potrebnom rozsahu a dokumentdcie potrebnej
na ich pouzivanie (instalaén dokumentdciu, pracovné manudly) (dalej tiez len ,predmet plnenia“)
preddavajlicim, prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny kupujucim.
Podrobny opis predmetu plnenia tvori prilohu tejto Zmluvy.



2.V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu plnenia nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva preddvajuceho alebo tretej osoby predavajuci zabezpedi, Ze kupujici nadobudnutim
vlastnictva k predmetu plnenia ziska aj vietky oprévnenia a licencie na takého prava a odplata za
pouzivanie tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu plnenia.

3. Podrobny opis predmetu plnenia tvori prilohu tejto Zmluvy.

Cliv.
Cena a platobné podmienky

1. Kupujuci zaplati predavajicemu za riadne dodany predmet plnenia zmluvnd cenu (dalej ,zmluvna
cena”):

MnoiZstv | Jednotkova Jednotkovd
Nazov polozky 0 cena DPH cena
sadzba 20
vEUR bezDPH % v EUR s DPH
1| Rastrovaci elektrénovy mikroskop 1ks 208 333,33 | 41 666,67 250 000,00
2 | Opticky emisny spektrometer 1ks 50 000,001 10000,00 60 000,00
3| Pracovisko svetelnej mikroskopie 1 ks 87 000,00| 17 400,00 104 400,00
4| XRF analyzédtor chemického zloZenia 1ks 75 000,00 15 000,00 90 000,00
Analyzator obsahu kyslika, dusika a
5| vodika 1ks 83 333,331 16 666,67 100 000,00
6 | Analyzator obsahu uhlika a siry 1ks 62 500,00 12 500,00 75 000,00
Cena celkom v EUR bez DPH 566 166,67
Vyska DPH (sadzba 20 %) 113 233,33
Cena celkom v EUR vratane DPH 679 400,00

2. Kupujuci neposkytuje za predmet plnenia zalohu ani nijaké preddavky zo zmiuvnej ceny.

3. Narok na zaplatenie zmluvnej ceny za poskytnutie plnenia 3pecifikovaného v &lanku lll. tejto
Zmluvy vznikne predavajicemu riadnym dodanim predmetu pinenia vratane stvisiacich sluZieb, a to
v stlade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou.

4. Podkladom k vystaveniu a thrade faktdry bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati
predmetu plnenia podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Predavajici zadle kupujlicemu
faktdru minimdlne v $tyroch vyhotoveniach najneskér do 10 dni odo dfa prevzatia predmetu plnenia
kupujucim.

5. Lehota splatnosti riadne vystavenej fakttry bude 30 dni od jej dorucenia kupujicemu. Pefainy
zavizok kupujiceho vyplyvajuci z tejto Zmluvy bude splneny driom odpisania prislusnej sumy z jeho
aétu v prospech Uctu predavajuceho.

6. Faktura (darfiovy dokiad) musi obsahovat nasledovné naleZitosti:

- obchodné meno preddvajliceho, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne
prevddzkarne, jeho identifikacné ¢islo pre dari z pridanej hodnoty,

- bankové spojenie predavajiceho (nazov a adresa banky predavajlceho, SWIFT kdd),

- ¢islo bankového Gltu v tvare IBAN,

- ndzov kupujlceho, adresu jeho sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne kupujdceho
a jeho identifikacné &islo pre dan z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,




- poradové Cislo faktury,

- datum dodania predmetu pinenia, ak tento datum moZno urdit a ak sa odlisuje od datumu
vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia fakttry,

- mnozstvo a druh dodaného tovaru,

- z4klad dane, jednotkovt cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene,

- sadzbu dane, Gdaj o oslobodeni od dane alebo v pripadoch, ak predavajuci neuplatiiuje na
faktdre DPH z inych ddvodov, informéciu o osobe povinnej zaplatit DPH, s uvedenim
prislusného ustanovenia pravnych predpisov, ktoré to odévodnujq,

- vy8ku dane spolu v mene EUR,

- celkovl sumu pozadovani na platbu v mene EUR zaokruhlend na dve desatinné miesta,

- Cislo a nazov zmluvy,

- nazvy Projektov SF (Kompetenéné centrum pre aplikovany vyskum a vyvoj v oblasti lahkych
kovov a kompozitov, ITMS: 26220220154; Budovanie technickej infrastruktury vyskumného
centra SAV na vyskum lahkych kovov a kompozitov — INOVAL, ITMS: 26210120014), - kéd
klasifikacie produkcie {CPV): 38511000-0 Elektrénové mikroskopy, 38433210-4 Emisné
spektrometre, 38510000-3 Mikroskopy, 38434560-9 Chemické analyzatory, 90721600-3
Sluzby na ochranu pred

Cl. V.
Miesto dodania

1. Miesto dodania predmetu zékazky: Ustav materidlov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie
vied, detasované pracovisko INOVAL, 965 01 Ladomerska Vieska, okr. Ziar nad Hronom.

¢l v
Lehota dodania

1. Predmet plinenia bude dodany do 5 mesiacov odo dna nadobudnutia G€innosti kipnej zmluvy.

Cl. viL.
Zaruka a servisné

1. Zaruénd doba za dodany predmet plnenia je 12 mesiacov a zacina plynut driom riadneho
odovzdania {vratane inStaldcie a uvedenia do prevadzky) predmetu plnenia kupujucemu.

2. Zarudny servis so servisnym zdsahom do 48 hodin od nahlasenia vady.

3. Garancia dodavky ndhradnych dielov a pozdruény servis zariadeni po dobu 12 rokov od ich
uvedenia do prevadzky.



CL. viL.
Sankcie za porudenie zmluvy, Grok z omeskania a nahrada skody

1. Za omesdkanie predavajiceho s riadnym dodanim predmetu plnenia alebo jeho ¢asti ma kupujuci
narok na sankciu vo vygke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania. Omeskanie trvajlce viac
ako 60 dni sa povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje kupujuceho na odstupenie od
Zmluvy.

2. Za omeskanie kupujuceho so zaplatenim zmluvnej ceny mé preddvajuci narok na zaplatenie Uroku
7 omegkania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy dert omeskania.

3. Ak predavajuci porusi ktortkolvek povinnost tejto zmluvy a toto porusenie bude mat za nésledok
kratenie NFP, je povinny uhradit kupujicemu nahradu $kody rovnajucu sa vyske krateného NFP.

Cl. IX.
Odstupenie od Zmluvy

1. Kupujlci je opravneny pisomne odstlpit od Zmluvy v pripade, Ze preddvajici podstatné porusi
zmluvné povinnosti. Za podstatné porudenie zmluvnych povinnosti sa povaZuje, ako je uvedené v
tejto ¢asti zmluvy, najmi neodovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutych podmienok riadne,
véas a v kvalite podla dohodnutych podmienok.

2. Predavajlci je opravneny odstipit od Zmluvy, v pripade, Ze kupujuci nezaplati zmluvni cenu v
zmysle zmluvne dohodnutych platobnych podmienok.

3. Odsttpenie od Zmluvy je G€inné okamihom dorucenia pisomného odstipenia od Zmluvy
opravnenym Gcastnikom Zmluvy druhému Géastnikovi Zmluvy. Pravne Glinky odstlpenia sa spravuju
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

CL X.
Zaverecné ustanovenia

1. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia pravom Slovenskej republiky, najma
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ako aj dal3imi relevantnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

2. Zmluva méie byt doplnend a zmenena len na zaklade pisomného dodatku podpisaného zmluvnymi
stranami.

3. Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend postupit svoje prava a povinnosti podla zmluvy na inu
osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmiuvnej strany.

4. Jednotlivé ustanovenia kazdej ¢asti a kazdého ¢lanku a odseku zmluvy st vymahatelné nezavisle od
seba a neplatnost ktoréhokolvek z nich nebude mat Ziaden vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.

5. Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, pricom kupujici obdrii tri vyhotovenia Zmluvy a
preddvajdci obdrii jedno vyhotovenie.

6. Zmluva je platna dfiom podpisania obidvomi zmiuvnymi stranami.

7. Zmluva nadobutda Géinnost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.



Cl. Xt
Specifické podmienky

1. Z dovodu, ?e predmet plnenia bude financovany z prostriedkov poskytnutych kupujicemu na
zéklade Zmluvy o NFP, bude predavajici povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiacich s dodavkou predmetu plnenia kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o NFP a to
opravnenymi osobami v zmysle ¢lanku 12 vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a
poskytntt tymto osobdm vietku potrebnt stc¢innost. Za osoby opravnené sa povaZzuju:

a) poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby.

b) Najvy&éi kontrolny trad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny orgén a nimi poverené
osoby.

c) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby.

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

e) Osoby prizvané orgdnmi podla pism. a)-d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
Eurdpskej Unie.

Za kupujtceho Za predavajuceho

V Bratislave, dfia .ccooeveeeen.... V Bratislave, dfia .72 .65 ..

RNDr. Lubomir Mach
konatel

zastupem’ v zmysle splnomocnenia €. RE-01/2015-Kvant

Mgr. Miriam Slobodova
splnomocnenec

Prilohy: ¢.1 - Specifikdcia predmetu pinenia




Priloha &. 1 - technicka Specifikacia predmetu dodavky

Poziadavka Spinenie
Polozka €. 1: Rastrovaci elektrénovy mikroskop
13 ZAKLADNY OPIS
Predmetom zakazky je rastrovaci
elektronovy mikroskop s vetkou
komorou vybaveny detektorom
sekundarnych elektrénov (SE),
detektorom odrazenych elektrénov
(BSE), EDX analyzatorom chemického Spina,
zloZenia (EDX) v rozsahu prvkov od B po | mikroskop TESCAN VEGA 3 XMU s
U s moZnostou préace pri vysokom aj prislusenstvom
nizkom vakuu (dalej tieZ ,pristroj” alebo | EDX analyzator Oxfor Instruments X-max
,zariadenie”). 50
14 POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCENE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE
Uchadzatom pontikané zariadenie musi spifiat nasledovné minimélne poZiadavky
na funkéné a vykonnostné parametre.
Zariadenie musi spifiat nasledovné funk&né charakteristiky:
pocitacom riadeny rastrovaci Spiria,
elektronovy mikroskop s velkou mikroskop ma volframovi termoemisnd
komorou a s volframovou katodu, je plne oviddany poéitatom, ma
14.1 termoemisnou katodou, velkd komoru
praca mikroskopu v reZime vysokého aj | Spifia,
nizkeho vdkua, umoZiujlca pozorovanie | prevedenie "univac” pre pouZitie
elektricky nevodivych vzoriek aj bez vysokého aj nizkeho vakua pre
14.2 pokovovania, nepokovené elektricky nevodivé vzorky
separatne evakuovatelny priestor pre
vkladanie vzoriek do hlavnej komory bez | Spiiia,
prerudenia vakua v hlavnej komore (air- | mikroskop je rozsireny o zakladaciu
14.3 lock) komoru "LoadlLock"
mikroanalyza chemického zloZenia Spifia,
systém pomocou rtg. energiovo mikroskop je vybaveny EDX analyzdtorm
14.4 disperznej mikroanalyzy (EDX) od spolo¢nosti Oxcford Instruments




Spifia,

14.11.2 | rotécia: 360° kontinudine
Spfﬁa,
14.11.3 | naklon: -10° aZ +90°, -30° az +90°
Spiria,
116 mm s rotéaciou
14.11.4 | vyska vzorky min. 100 mm 145 mm bez rotécie
moznost nastavenia stolika s obrazom
vzorky (makrofotografia, svetelna
mikroskopia a pod) pre tcely navigacie | Spliia,
14.11.5 | vzorky na zaklade optického obrazu SW modul pozicionér
vakuovy systém na pripravu vysckého
vékua pod 10-2 Pa: dvojstupriovy, Spiria,
rotacna olejova vyveva + rotacna vyveva + tubomolekuldarna
14.12 |turbomolekuldrna vyveva, vyveva
systém na vymenu malych vzoriek bez Spifia,
nutnosti zavzdudnenia komory max rozmery vzorky 50 x 25 mm, ¢as
14.13 | mikroskopu (air-lock, load-lock), potrebny na vymenu do 1 min
Spina,
systém pripravy nizkeho vékua 10 - 500 | deleny na dva rozsahy:5-150Paa5-
14.14 | Pa, 500 Pa
detektor sekundarnych elektrénov (SE- | Spiiia,
14.15 |ET) sucastou systému
detektor odrazenych elektrénov BSE, Spiria,
rozlisenie atémového disla 0,1; detektor | Scintilacny detektor s fotondsobi¢om a
je moZné polohovat: stiosovo s rozliSenim atomového Cisla 0,1
objektivom pre materialovy kontrast radialne vystuvatelny - v strede komory
alebo vystvat na stranu pre sledovanie | stoso s objektivom aleboplynule
14.16 |topografie. vysUvatelny na stranu
pine automatizované elektronické Spiiia,
nastavovanie mikroskopu, vratane Automatické Zeravenie katddy, korekcia
nastavenia a justovania elektréonového | geometrie katddy, centrovanie tubusu a
14.17 | dels, iné
softvér na ovladane SEM, digitalny
zaznam obrazu, archivaciu, digitdlne Spfﬁa,
14.18 |spracovanie, merania a analyzu obrazu, | poZadované funkcie st samozrejmostou




Poziadavka Splnenie
Poloika €. 2: Opticky emisny spektrometer
16 | ZAKLADNY OPIS
Spinia,

Predmetom zakazky je opticky emisny
spektrometer na presnt analyzu chemického
zloZenia vzoriek (dalej tieZ , pristroj” alebo

,zariadenie”). zadania

zariadenie Q4 TASMAN od vyrobcu
Bruker-Elemental s prislusenstvom,
konfigurované podla poZiadaviek

17

POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYKONNOSTNE) PARAMETRE

Uchadza¢om pontkané zariadenie musi spiiiat nasledovné minimélne poZiadavky na

funkéné a vykonnostné parametre.

Zariadenie musi spifiat nasledovné funkéné charakteristiky:

17.1

presnu kvantitativhu analyzu pevnych kovovych vzoriek na
baze Al, Mg, Ti, Cu, Fe,

Spliia,
uvedené bdzy su dodané k
vyhodnocovaciemu softvéru

17.2

automaticky Cistiaci systém,

Splha,
pulzné ¢istenie argénom pri
prediskreni

17.3

stabilitu pri zmene teploty,

Spinia,

Teplotna stabilizacia
termoelektrickym chadenim
zabezpeluje nezavislost
merani na okolitej teplote

174

zakladné Statistické spracovanie vysledkov (priemer merani,
smerodajné odchylky) s vystupom v koncentraciach a
intenzitach jednotlivych prvkov volitefne v % alebo ppm,
oznacenie vysledkov mimo nastaveny kalibra¢ny rozsah,

Spfﬁa,
Softvérové moduly: Qmatrix a
DIA

175

moznost automatickej rekalibrécie,

Spiria,
okrem toho sa systém
dodavaplne nakalibrovany

17.6

databazy pre zliatiny Al, Mg, Cu, Ti, Fe ,

Splfia,
uvedené bazy st dodané k
vyhodnocovaciemu softvéru




Poziadavka

Spinenie

Polozka €. 3: Pracovisko svetelnej mikroskopie

18 | ZAKLADNY OPIS

Predmetom zdkazky je politaéom riadené
pracovisko na pozorovanie a vyhodnocovanie
mikroS$truktiry materidlov pomocou digitalnej
svetelnej mikroskopie. Sticastou pracoviska bude
digitalny svetelny metalograficky mikroskop,
stereomikroskop, s CCD kamerou, zdroj
studeného svetla, PC so softvérom na analyzu
obrazu, farebna tlaciaren na tla¢ vystupov {dalej
len ,pracovisko”).

Spiria,

Modularny mikroskopicky systém na baze
mikroskopu VHX-2000E konfigurovany podia
poziadaviek zadania od spolo¢nosti Keyence
dalej obsahuje externtl mikroskopicku jednotku
s prilsuSenstvom kompletovany z komponentov
v spolocnosti KVANT

19 | PRISTROJOVE VYBAVENIE PRACOVISKA

Pracovisko musi pozostavat z :

Spina,

Zostava obsahuje: motorizovany
mikroskop s vymennymi objektivmi,
osvetfovaci zdroj, snimaciu kameru,
vyhodnocovaciu digitdlnu stanicu so

19.1

Digitédlneho svetelného mikroskopu, postaveného ako
moduldrny systém s vymenitelnou optikou spojenou
pomocou optickych viakien s farebnou kamerou s
vysokym rozliSenim a velkou LCD obrazovkou.

SW.

Dalej obsahuje optické prvky pre zmenu
osvetlovacich podmienok a pre volbu
mikroskopickej zobrazovacej techniky

19.2

Motorizovaného drZiaka vzoriek a pouZite] optiky s
digitalnym ovladanim pohybu v troch osiach X, Ya Z
pomocou riadiaceho pocitaca

Spifia,
motorizovany stolik XY a posuvny
mikroskop v osi Z

19.3

Stereomikroskopu s pripojenou vlastnou CCD kamerou

Spifa,
externd mikroskopickd jednotka

Halogénového zdroja studeného svetla s vedenim

Spiria,

19.4 | minimalne 2 smerovo nastavitelnymi optickymi vlidknami | externa mikroskopicka jednotka
Spiria,
19.5 | Riadiaceho PC s operaénym systémom sucastou dodavky
19.6 | Softvéru na analyzu obrazu vratane: Spiria
automatickej detekcie hran a identifikacie plochy pri Spitia,

19.6.1

merani obsahu,

sw modul Impor




20.1.4

automatickd identifikaciu pouZitej optiky a nastaveného
zvdcsenia,

Spina,
optika je vybavena elektronickym
identifikdtorom

20.1.5

automatické zaostrovanie,

Spitia,
softvér riadi zaostrovanie

20.1.6

nastavitelné osvetlenie vzoriek,

Spifia,
zavisi od pouzitej osvetiovgacej metody

zvySovanie obrazového roziiSenia vyuZzitim modrého

Spina,

metdda obrazovej analyzy zaloZend na
selektivnom spracovavani farebnych
vrstiev a vyberani vrstvy s najvy$sim

20.1.7 | svetla. kontrastom
20.2 | Motorizovany drZiak vzoriek a optiky musi umozZiovat: UmoiZniuje
naklananie optickej osi objektivu na snimanie clenitych Spiiia,
20.2.1 | vzoriek, celkovy rozsah nakionu 150°
Spiia,
20.2.2 | rotaciu optiky okolo objektu bez potreby zaostrovania, mechanicka konstrukcia to umoZiiuje

20.2.3

3D-snimanie a 3D rekonstrukciu reliéfu vzorky pomocou
postupného snimania pri pohybe v smere osi Z o
nastavitelny minimainy krok pod 10 mikrometrov a
nasiedného vyhodnocovania profilov na principe metddy
variacie zaostrenia,

Spifa,
poZadovand metoda je softvérom
podporovand

2024

Automaticku korekciu resp. timenie vibracii,

Spina,
antivibracné noZiCky + softvérové
metddy redukcie vybracii

Separatny koaxidiny alebo kruZznicovy refiektor na

20.2.5 | rovnomerné osvetlenie vzoriek. Spliia
20.3 | Stereomikroskop musi obsahovat: Obsahuje
Stereolupu s vystupom pre digitdinu kameru s rozliSenim
20.3.1 | min. 3 MPix vratane dodavky kamery, Spitia
20.3.2 | Objektivy pre rozsah zvacéeni 4-80x. Spina
20.4 | Svetelny zdroj musi spifiat nasledovné parametre: Spitia




Poziadavka

Spinenie

Polozka ¢. 4: XRF analyzator chemického zloZenia
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ZAKLADNY OPIS

Predmetom zakazky je energiovo-
disperzny, rontgenfluorescencny stoliny
poditatom riadeny spektrometer (XRF) s
polarizovanym primarnym RTG Ziarenim s
vysokou citlivostou a presnostou pre
stanovenie chemickych prvkov bez
potreby kalibracie pomocou Standardov
{dalej tiez ,pristroj” alebo ,zariadenie”).

Spifia,
zariadenie XEPOS I od
spolocnosti SPECTRO

22

POZADOVANE TECHNICKE (FUNKCNE A VYK

ONNOSTNE) PARAMETRE

Uchddzacom pontikané zariadenie musi
spifiat nasledovné minimalne poZiadavky
na funkéné a vykonnostné parametre.

Spifia

Zariadenie musi spiiiat nasledovné
funk¢né charakteristiky:

Spifia

22.1

simultdnnu kvalitativnu a kvantitativnu
analyzu hlavnych, druhotnych a stopovych
prvkov od Na po U v kovovych,
keramickych resp. polymérnych vzorkidch v
kratkom Case

Spifa,
Detekény rozsah od Na po U

22.2

kvalitativhu analyzu zloZenia tuhych aj
kvapalnych vzoriek

Spina

22.3

evakuaciu komory pre potreby presnejsej
kvantitativnej analyzy fahkych prvkov {Na,
Mg, Al, Si, P)

Spiiia,
pomocou rotatnej olejovej
vyvevy

Zariadenie musi mat nasiedovné minimaine

technické parametre:

22.4

budiaci RTG zdroj, nastavitelné napatie do
50kV so stabilitou lepSou ako 0,05%;
nastavitelhy prad 0-2mA a stabilitou
lepSou ako 0,05%, vystupné Be okno,

Spifia,

max. napdtue 50 kV,

stabilita lepsia ako 0,02%, prud
0 - 2 mA, stabilita lepsia ako
0,02%, Be okno

22.5

rozliSenie nastavenia napétia a prdadu min
12 bitov,

Spitia,
napatie aj prud st riadené 12
bit. Prevodnikom
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SUVISIACE SLUZBY

23.1

PoZaduje sa zabezpecenie preberacej
skusky a merania pre zdroj ionizujiceho
Ziarenia, ktora bude vykonana
certifikovanym organom z dévodu
ohlasenia vykonavania ¢innosti veducej k
oZiareniu na Urad verejného zdravotnictva
v zmysle Zakona ¢. 355/2007 Z.z. o
verejnom zdravotnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Spifia




nomindlna navazka vzorky v rozsahu

Spifia,

25.6{ min.0,5g max. 2 g, vzorka od 0,2 do 1g
25.7 | meraci rozsah:
Spitia,
pristroj bude modifikovany pre
25.7.1 | pre kyslik a dusik: 0,1 ppm az 3% dosiahnutie rozsahu 0,05 ppm az 3%

25.7.2

pre vodik: 0,1 ppm aZ 2000 ppm

Spitia,
pristroj bude modifikovany pre
dosiahnute rozsahu 0,1 ppm aZ 2000

ppm

25.8

analyzatné Casy do 2 minut,

Spina,
cca 50 sekind

25.9

odporova {impulzna) pec s
programovatelnou reguldciou prudu a
vykonu; min. vykon 5 kW,

Spina,
ba €o viac, dokdazeme az do 7 kW

automaticky systém chladenia pece

Spitia,
vyZaduje sa napojenie na vodu. Systém

25.10 | vodou, automaticky reguluje prietok vody
Spitia,
zabudovany automaticky Cisti¢ elektréd
25.11 | automaticky Cisti¢ elekirdd a piecky, a piecky

25.12

automatickd detekcia netesnosti
systému,

Spina,
zabezpecuje riadiaci softvér

25.13

systém riadeny PC so softvérom na
oviddanie analyzatora a spracovanie
udajov, ktory musi umoZfiovat spatné
vyvolanie a prepocdet dat,

Spliia,
riadiaci PC suc¢astou dodavky

25.14

riadiaci pocital s operaénym systémom
64 bit

Spinia,
riadiaci PC st¢astou dodavky, Operacny
systém 32 bit

min. 19 monitor,

Spifia,
19" monitor stcastou dodavky

25.15

poZadované prislusenstvo: regulaéné
ventily na vzduch a He, spotrebny
material na min. 1000 analyz.

Spitia,
regula¢né ventily stisastou dodavky,
prislu$enstvo pre 4000 analyz tieZ




27.5

presnost merania: 0,5 % z namerane;j
hodnoty alebo 0,5 ppm, podla toho, ¢o
je vacsie,

Spina,

presnost je 0,3 ppm alebo 0,5% z
nameranej hodnoty, podlfa toho, o je
vacsie

27.6

analyzacné ¢asy do 5 mindt,

¢as analyzy 40 sek(nd, pracovny cyklus
130 sekind, priepustnost 27 vzoriek za
hodinu

27.7

indukéna pec s riaditefnym vykonom do
min. 2 kW,

Spifia,

Maximalny vykon pece je 2,2 kW, s
moznostou reguldcie vykonu v rozsahu 0
az 100 %

27.8

automaticky systém chladenia pece
vodou,

Spifia,

Spifia. Vstavany vymennik tepla voda-
vzduch. Objem vody chiadiacom systéme
300 ml

automatické Cistenie pece s odsavanim

’a

27.9 | uvolneného prachu, Splia
automaticka korekcia tlaku v
27.10 | detekénom systéme na atmosféricky, | Spifia
automaticka kontrola netesnosti v Spiia,
27.11 | systéme, LeakCheck
systém riadeny PC so softvérom na
ovladanie analyzatora a spracovanie Spifia,
udajov, ktory musi umozZnovat spdtné | Riadiace PC aj softver st stiastou
27.12  vyvolanie a prepocet dat, dodavky
riadiaci potita¢ s operaénym systémom | Spiria,
27.13 | 64 bit; min. 19“ monitor, riadiaci PC sG¢astou dodavky
Spifia,
prisluSenstvo: presné vahy s citlivostou | vahy s citlivostou 0,1 mg stuastou
0,1mg, regulacny ventil na kyslik a dodavky, regulacny ventil pre kyslik aj
27.14 | spotrebny material na min. 1000 analyz. | spotrebny material na 1000 analyz tiez




